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Posuzována je diplomová práce s názvem charakter|zace reliéfních difrakčních

struktur optickými a skenovacími metodami vypracovaná Bc. Martinem Karlovcem.

Účelem práce je kva|itativní hodnocení a kvantitativní popis povrchového re|iéfu

difrakčních struktur vytvářených různými záznamovými metodami a |isovacími technikami
pomocí čtyř metod _ skaterometrické elipsometrie, optické mikroskopie, e|ektronové
mikroskopie (SEM) a mikroskopie atomárních si| (AFM).

Po úvodní části (kapito|a 1), v níŽ autor vymezuje úče| práce, následuje obsáh|á

teoretická část (kapito|a 2). Autor v ní definuje difrakční re|iéfní strukturu, která je hlavním
předmětem jeho zájmu, tedy |ineární mříŽku, zavádí zák|adní pojmy pro popis difrakční
reliéfní mříŽky, difrakční účinnost av mezích ska|árnídifrakčníteorie popisuje zák|adní
tendence závislostí difrakční Účinnosti na odraz v .t. řádu na h|oubce modulace mříŽky,

indexu |omu prostředí na re|iéfem, v|nové dé|ce a úh|u dopadu svět|a' Uvádí rovněŽ
ho|ografickou metoduzáznamu |ineárnídifrakční re|iéfní mříŽky, popisuje záznamové
materiály pouŽite|né pro vytvoření re|iéfní struktury touto metodou, v případě fotorezistu se
dotýká prob|ematiky fuaru profi|u dosaŽeného při vyvo|ávání. Rozebírá proces vytváření
ga|vanického otisku re|iéfní struktury ve fotorezistu - matrice a problematiku mechanické

reprodukce struktur plochými a kotoučouými |isy do termop|astických materiálů (Cobex,

ho|ografické fÓlie)' uvádí rovněŽ zák|adni strukturu holografické fó|ie a projevy |isování na

metalické vrstvě pokovených ho|ografických fó|ií.

Kapito|y 3 (experimentá|ní část) a 4 jsou p|ně orientovány na sp|nění úče|u práce,
jejich zák|adní obsah Vyp|Wá z pozdějšího přehledového výčtu.

K práci mám několik v'ýhrad' Při vyjmenování toho, co autor zahrnu| do teoretické

části, jsem záměrně uváděl pouze to, to je z mého poh|edu relevantní pro nap|nění úče|u
práce. Ce|kový záběr teoretické části, kdy autor zabÍhá, byť |etmo, do prob|ematiky

ho|ografických záznamorných technik, typů ho|ogramů, ho|ografické rekonstrukce,

roz|išovací schopnosti ho|ogramů, samotných ho|ografických záznamových soustav apod'



je pak pod|e mě zbytečně široký a práci činí poněkud nepřeh|ednou. Tím se jen zvětšuje

prostor pro různé formálních chyby, sty|istické i pravopisné.

Práce bohuŽel není bez překlepů či pravopisných chyb, ani bez sty|istických

neobratností, které místy vedou k obtíŽné srozumitelnosti, vyskytují se i ,,osiře|á..s|ova či

s|ovní spojení, která jsou zřejmě pozůstatkem po dřívější verzi textu ěi omy|em v|oŽená při

práci s textorným editorem. Takové jevy se konkrétně vyskýují např. v české variantě

anotace, v úvodní části či v názvu sekce 2-9.4. Pro ang|ickou verzi anotace a název práce

by| zjevně pouŽit strojový překladač, coŽ neby|a právě šťastná vo|ba. Např. v anglické

vezi názvu zce|a chybí před|oŽky. Není jistě cí|em tohoto posudku podávat výčet všech

nedostatků tohoto typu a uvádět tím autora do rozpaků, a|e je zajisté namístě, aby si

z toho vza| poučení pro jeho případné další e|aboráty.

Pokud jde o naplnění úěelu práce, autor

a) ana|yzuje v|iv techno|ogických podmínek mechanického dup|ikování difrakčních

re|iéfních struktur, zejména Iineárních mříŽek, na rovnoměrnost reliéfní modu|ace a

difrakční účinnosti dup|ikátů po p|oše,

b) srovnává periodicitu a homogenitu re|iéfu nik|ové matrice s duplikáty

v termoplastických po|ymerních materiá|ech, získanými různými technikami Iisování,

c) pomocí AFM a SEM mikroskopie studuje re|iéf zhotovených ho|ografických mříŽek a

syntetických struktur vyfuořených pomocí e|ektronového |itografu, a to z h|ediska

odchy|ek reálného re|iéfu od teoretického ideá|u v|ivem konkrétní techno|ogie,

d) ze skaterometrických měření na spektroskopickém elipsometru vyhodnocuje pomocí

metody RCWA hloubku difrakční mřiŽky a různými způsoby (optická, AFM a SEM

mikroskopie) stanovuje periodu mříŽky,

e) srovnává optickou mikroskopii, AFM a SEM mikroskopie z hlediska informací, které

|ze jimi o difrakční struktuře získat.

Pro v|astní obhajobu nemám na autora Žádné otázky. Autor podle mého soudu

splni| zadáni práce a přes mé uýhrady k teoretické části a k formá|ní stránce práce

doporučuji práci k obhajobě' Navrhuji známku velmi dobře.
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